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Sposéb okreflania zawartosci metali w rudach
oraz w procesach ich wzbogacania

Przedmiotem wynalazku jest sposdb okres$lania zawartosci metali wrudach oraz w procesach ich
wzbogacania,

Znany sposéb okreslania zawartosci metali w rudach opisany przez C.L.: Levis" a, H.A. Hall'a, JWs
Anderson‘a, W.N.: Timm’a (CJa) Bulletin, April, 1968, 513—518, polega na dziataniu na badang prébke rudy
promieniowaniem X pochodzqcym z lampy rentgenowskiej duzej mocy, rzedu kilku KW i nastepnym pomiarze
wzbudzonego promieniowania fluorescencyjnego charakterystycznego dla danych plerwmstkéw Ostateczny
wynik otrzymuje si¢ przez poréwnanie uzyskanych rezultatéw z wzorcami.

Wade opisanego sposobu stanowi zmiana emisji lampy rentgenowskiej w czasie, co powoduje konieczno$é
czestej kalibracji, a duzy pobér mocy wymaga chtodzenia lampy. Ztozona konstrukcja aparatury podraza sposéb
analizy i stwarza konieczno$¢ zatrudnienia wysokokwalifikowanych pracownikéw, ¢

Spos6b wedtug wynalazku polega na tym, Ze na probke badanej rudy kieruje sie wiazke promieniowania X
lub gamma o energii od 4 do 150 KeV emitowanego przez izotopy promieniotwércze o aktywnosci od 0,1 do 500 -
mCi iokresie potowicznego rozpadu nie wiekszym niz 500 lat, wzglednie promieniowanie X lampy
rentgenowskiej omocy od 1 do 10 W. Wzbudzone promieniowanie mierzy sie za pomoca spektrometru
pétprzewodnikowego, korzystnie krzemowego lub germanowego, ¢

Zaletg sposobu wedtug wynalazku jest stata lub dajaca sie przemdzneé emisja promieniowania X lub
gamma ze Zrédta izotopu promieniotwérczego. Umozliwiona zostata réwnocze$nie analiza kilku pierwiastkow
i Sledzenie toku analizy, na przyktad wizualnie. Wyeliminowanie generatora wysokiego napiecia i lampy
rentgenowskiej duzej mocy, jak réwniez niewielkie gabaryty stosowanego urzgdzenia upraszczajq sposéb analizy.

Przyk#tad |, Ognaczanie procentowej zawartosci miedzi, otowiu i zelaza w rudzie miedzi.

15 g sproszkowane]j rudy umieszcza sie¢ w naczyniu z dnem z cienkiej folii plastikowej. Naczynie z prébka
umieszcza sie na gtowicy pomiarowej spektrometru a nastepnie na probke kieruje sie wigzke promieniowania X
o $rednie] energii 16,23 KeV pochodzacego ze 2rédta ? 3% Pu o aktywnoéci 100 mGi. Promieniowanie wzbudzone
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mierzy sig za pomocy detektora pétprzewodnikowego Si/Li. Zuzyskanego widma zarejestrowanego przy pomocy
wielokanatowego analizatora oblicza si¢ intensywno$¢ fluorescencji miedzi, otowiu i zelaza. W celu okreslenia
procentowej zawarto$ci oznaczanych pierwiastkéw poréwnuje si¢ intensywno$é fluorescencji z krzywymi
kalibracyjnymi sporzadzonymi dla wzorcéw,

Przyk tad 1l. Oznaczanie procentowej zawartosci miedzi, otowiu i zelaza w nadawie flotacyjneij.

Badany materiat przepompowuje si¢ w obiegu zamknigtym. Przewéd, przez ktéry przechodzi nadawa
zawiera okienko z folii plastikowsj, poprzez ktére wzbudza sie promieniowanie fluorescencyjne w badanej probce
za pomocg promieniowania X o éredniej energii 17,00 KeV pochodzacego ze #r6dta 244Cm o aktywnosci-
50 mCi, Dalszy tok postgpowania jest analogiczny jak w przyktadzie |.

Przyktad Ill, Ognaczanie miedzi, zelaza i otowiu w odpadach poflotacyjnych.

Odpady poflotacyjne przepompowuje 'si¢ w obiegu zamknietym. Przewéd, przez ktory przechodzi badany
materiat zaopatrzony jest w okienko zfolii plastikowej, poprzez ktére wzbudza si¢ promieniowanie
fluorescencyjne w badanym materiale za pomocg promieniowania X lampy rentgenowskiej o mocy 2 W. Dalszy
tok postepowania jak w przyktadzie | i 1, «

Przyk#tad IV, Ognaczanie procentowsj zawartosci miedzi, otowiu i zelaza w rudzie miedzi.

Na 156 g sproszkowanej rudy kieruje sig wiazkg promieniowania X o éredniej energii 33,4 KeV
pochodzacego ze zrédta®*! Am o aktywnosci 500 mCi, a nastepnie postepuje si¢ analogicznie jak w poprzednio
podanych przyktadach,

Zastrzezenie patentowe

Sposdb okre$lania zawartosci metali w rudach oraz w procesach ich wzbogacania, w ktérym na rude
w stanie sproszkowanym lub w postaci zawiesiny w wodzie kieruje si¢ wigzk@ promieniowania X_a nastepnie
mierzy sie¢ wzbudzone promieniowanie fluorescencyjne charakterystyczne dla oznaczanych pierwiastkéw
i poréwnuje sie uzyskane wyniki z wzorcami, znamienny tym, Ze stosuje si¢ promieniowanie X lub
gamma o energii od 4 do 150 KeV emitowane przez izotopy promieniotwdrcze o aktywnosci od 0,1 do 500 mCi
i okresie potowicznego rozpadu nie wigekszym niz 500 lat, wzglednie promieniowanie X lampy rentgenowskiej
o mocy od 1 do 10 W a wzbudzone promieniowanie mierzy si¢ za pomocg spektrometru p64przewodnikowego,
korzystnie krzemowego lub germanowego,
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